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RTU studiju kurss "Materialu fizikalas p&tiSanas metodes"

32000 Dabaszinatpu un tehnologiju fakultate

Visparéja informacija
Kods KST411
Nosaukums Materialu fizikalas pétisanas metodes

Studiju kursa statuss programma

Obligatais/Ierobezotas izveles; Brivas izveles

Atbildigais macibspeks

Gundars Mezinskis - Habilitétais doktors, Profesors

Apjoms dalas un kreditpunktos

1 dala, 3.0 kreditpunkti

Studiju kursa istenoSanas valodas

LV, EN

Anotacija

Materialu teksttira un strukttra. Rentgenstrukttiranalize. Rentgenografiska fazu analize.
Rentgenspektrala analize. Termiska analize. Elektronu un optiska mikroskopija. Atomu spéka
mikroskopija un mehaniskie profilometri. Granulometrijas analizes metodes.

Merkis un uzdevumi, izteikti kompetences un
prasmes

Priek$meta mérkis - iepazistinat ar plasak izmantojamam un jaunajam materialu fizikalajam
pétisanas metodém, izmantojamam iekartam. Prick§meta apguves rezultata students pratis
izveleties nepiecieSamas konkréta materiala p&tisanas metodes, giis priekSstatu par paraugu
sagatavoS$anu un rezultatu interpretaciju.

Patstavigais darbs, ta organizacija un uzdevumi

Patstavigas literatiiras studijas. Laboratorijas darbu protokolu sagatavosana, izmantojot lekciju
materialu un literatiiras zinas. Uzdevums - darba teorétiska pamatojuma sastadiSana un iegiito
rezultatu interpretacija.
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NepiecieSamas priek§zinasanas

KVK113 Vispariga kimija (padzilinats kurss).

Studiju kursa saturs
Saturs Pilna un nepilna laika Nepilna laika
klatienes studijas neklatienes studijas
Kontakt | Patstav. | Kontakt | Patstav.
stundas darbs stundas darbs
Materialu pamatpazimes. Termiska analize. 2 0 0 0
Rentgenstaru difrakcijas izmanto$ana materialu struktiiras pétijumos. 2 0 0 0
Optiska, sken&jo$a un transmisijas elektronu mikroskopijas metodes. 4 0 0 0
Atomspéka un sken&josa tunelmikroskopija. 4 0 0 0
Dalinu izméru analizes metodes. Mikroskopiska metode dalinu izméra analizei. 2 0 0 0
ElekEriskgis dubultslanis un Zeta potencials. Fotonu korelacijas spektroskopijas metode dalinu 2 0 0 0
mgérisanai.
Infrasarkana un Mesbauera spektroskopija. 2 0 0 0
Poru izm@ru noteikSanas metodes. 2 0 0 0
Rentgenstaru tomografija. 2 0 0 0
Materialu krasu noteikSana 2 0 0 0
Laboratorijas darbi 8 0 0 0
Kopa: 32 0 0 0

Sasniedzamie studiju rezultati un to vért€sana

Sasniedzamie studiju rezultati

Rezultatu veértéSanas metodes

Students orientgjas plasak izmantojamas materialu fizikalajas pétiSanas metodes, izmantojamas
iekartas un paraugu sagatavoSanas metodgs ka arT konkréto metozu izmantoSanas ierobezojosos

faktoros.

Sekmigi (75% apjoma atbild&ti jautajumi)
nokartoti 4 testi par lekciju laika nolasito
materialu. Rakstiskais eksamens semestra
beigas.

Iegtitas prasmes interpretet diferenciali termiskas, rentgenstaru difraktometriskas, atomspéka
mikroskopijas un infrasarkanas spektroskopijas analizu rezultatus.

Ieskatiti 4 laboratorijas darbi.

Studiju kursa planojums




Dala KP Stundas Parbaudijumi Brivas izvéles parbaudijumi
Lekcijas Prakt d. Laborat Ieskaite Eksam. Darbs Ieskaite Eksam. Darbs
1. 3.0 1.5 0.0 0.5 * *




